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Mehr sehen, besser erkennen, 
schneller prüfen 
mit Zeiss Stereomikroskopen -
auch an großen Objekten 

Zeiss 
setzt Maßstäbe 
in Optik, 
Feinmechanik, 
Elektronik 
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ZEISS 

West Germany 

Can Zetas 
Geschäftsbereich 
Mikroekopte 
PosBach 1366/1380 
0-7082 Überkochen 

Materialprulung, Ferti-
gungs- und Endkonirolle. 

Zeiss Slereomikroskope 
bielen die beslen Voraus-
setzungen zum Erkennen 
von Strukturen, Ober-
Hachen und Materialleh-
lern. 

Optimale Geraio- und 
Obieklposiliomerung an 
Tisch-, Boden- und 
Schwonkstaliven sowio mil 
speziellen Obiekttischen 
Dadurch wird hoho Floxi-
bilital bei dor Unter-
suchung auch großer 
Obiekte erroicht. 

Arbeitsabstande bis 
2000 mm ermöglichen 
bequemos Beobachton 
und Photographioren Im 
Aullicht und Durchlicht, im 
Heilleid. Dunkolleld. polari-
sierten Licht und Flúores 
zenzlichl. 

Fragen Sie uns nach 
Ihren Möglichkeiten mit 
Zeiss Sleroomikroskopon 
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woitore Inlormntionon 
ubor Zeiss Sloroo-
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